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摘要(译)

本发明提供了一种用于检测阿特拉津的氯修饰的金纳米通道膜，及利用
该金纳米通道膜检测阿特拉津的方法。以聚碳酸酯膜为基膜，采用化学
沉积法制备直径20～50nm的Au纳米通道膜，氯离子通过金-氯共价键自
组装至金纳米通道孔壁上。检测方法为，将上述氯修饰的金纳米通道膜
置于进样池和透过池之间，进样池中加入含阿特拉津抗体的缓冲液，透
过池中加入缓冲液，维持两池液面平行，施加电压，测定基底电流；向
进样池中加入含待测样品的缓冲液，通过电化学工作站进行电流信号测
试；发生电流突降则说明待测样品中含有阿特拉津。本发明检测效率
高，特异性强，可测定浓度下限为1.7×10-10M的阿特拉津，具有较好的
应用前景。
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